EVIDENT

Defektoskop OmniScan™ X3
Wiarygodnos¢, ktorg mozesz zobaczy¢

Rewelacyjna jakos¢ obrazéw i starannie przemyslane oprogramowanie —
wzor przenosnego defektoskopu Phased Array stat sie jeszcze doskonalszy.
Nowe zaawansowane narzedzia do inspekgji spoin, w tym akwizycja obrazow
TFM (Total Focusing Method) technikg Full Matrix Capture (FMC), umozliwiaja
szybka realizacje zadan i wiarygodng interpretacje wykrytych wad.

O optymalizacje wynikéw TFM mozna zadbac jeszcze przed rozpoczeciem
inspekgji, korzystajac z narzedzia mapy wptywu akustycznego — Acoustic
Influence Map (AIM). Generuje ono wizualng mape efektéw ogniskowania TFM
na podstawie trybu i ustawien wybranych przez uzytkownika.

Weryfikacje wtasciwego pokrycia spoiny utatwia wizualizacja z uzyciem
wielu grup.

Do ustalania charakterystyki duzych wskazan, takich jak brak wtopienia,
wystarczy mniejsza liczba powtdrnych skandw dzieki poszerzonemu
zakresowi wysokiej amplitudy (800%).

Zeskanuj kod QR, aby dowiedziec sie wiecej

rowym firmy Evident Corporation lub jej przedsiebiorstw podporzadkowanych.
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